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检测和波形记录系统
。

我们经过几年的研究和探索
,

研究设计了一套基于光探针的高速波形

记录系统
,

并对高速集成电路芯片进行了测试
,

收到 了较好的效果
。

系统原理和结构

测试系统原理如图 所示
。

由半导体激光器和光学组件组成了小型光学系统
,

它的特点

是小型化和实用化
。

光探针由待测芯片的背面入射
,

再由正面的金属微带线上反射 回来
。

在

这个过程中
,

光强受到测试电信号电场的调制
,

即所谓 内部电光采样 圈
。

携带信号的光束

经分束器进入光探测器
。

半导体激光器在微波信号的驱动下
,

产生波长为 户
、

脉宽为

的同步超短光脉冲
,

功率约几毫瓦
。

根据取样定理
,

等效采样周期为
,

最高测量

信号带宽可达
。

超短光脉冲与测试信号同步
,

可以保证在每个信号周期内对信号取

样一次
,

并且有绝对的相位参考点
。

这个问题稍后在移相扫描部分还要详细说明
。
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须用频率计或频谱仪测出测试信号频率
,

所以示波器显示的时间再除以定标因子 才是

实际测量时间

信号检测的关键是提高信噪比 整个系统从三个方面来解决这个问题 首先移相扫描相
当于对同一点重复采样 次

,

根据 丫万法则
,

信噪比改善了 了丙
二

倍 其中 了万 了干瓦 砰
,

为取样脉冲宽度 其次用调制器和锁

二二二分频级级级
,

输出级级

图 二分频器原理框图

相放大器进行同步检测
,

这种窄带化方法

仍是一种弱信号检测的有效方法 最后用

数字存储示波器进行数字平均处理 取洋

示波器作为待测芯片的等效负载
,

同时也

是为了与系统测试的波形进行对比 取洋

示波器测得的波形通过数字存储示波器存

入微机



】戊目 以沁 侧刀 月 〕】 知朋
双户 户

图 用光探针测量的信号波形 图 用取样示波器测量的信号波形

结 论
光探针是直接测量 集成电路芯片的一种有效方法 它的系统有不同的组成形式

,

但本质上是一个基于光探针的高速波形数字化系统 芯片内微带线尺寸小
、

工作频率高是这

种检测的特点 因此它有别于低频电路的示波器测量方法 通过逐级测量集成电路芯片
,

可
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